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Difraccion:

I. Difraccion por una rendija

1. Objetivo

Estudiar la figura de difraccién producida por una ranura rectangular localizando sus minimos con el
programa Image J. Levantar el perfil de intensidad formada por dicha ranura usando el mismo
programa. Analizar de forma cualitativa otras figuras de difraccion producidas por aberturas vy
obstaculos.

2. Introduccion

lluminando una rendija de ancho a con un ldser como se muestra en la Figura 1, observar sobre una
pantalla, a una distancia D, la figura de difraccidn. Observe cémo se distribuye la intensidad de la luz
sobre la pantalla. Investigue la relacidn existente entre la distancia entre minimos (o maximos) de
intensidad y el ancho de la rendija.

Sabiendo que la relacion entre los minimos de difraccién, el ancho de la rendija a y la longitud de onda A
estan dados por la relacidn:

ymin — n2t n=4+1,+2,.. (1)

a

donde n es el orden del n-ésimo minimo, D es la distancia rendija-pantalla, a es el ancho de la rendijay A
la longitud de onda del laser utilizado.
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pantalla

Figura 1. Esquema experimental para estudiar el patrén de difraccion generado por una rendija de
ancho a sobre una pantalla ubicada a una distancia D.

La distribuciéon de intensidad de las figuras de difraccion (ver figura 2), | en funcién de posicion es:
[=1 (—Si“ (Z))2 (2)
0 z

donde z = n%sin (). El angulo a mide la apertura angular de la figura de difraccion respecto del

maximo central y verifica

tan(a) = % (3)

siendo y la coordenada sobre la pantalla.
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Figura 2: Perfil de intensidad de patrén de difraccion generado por una rendija como obstruccion
(Fisica Universitaria con fisica moderna-SEARS ¢ ZEMANSKY Volumen 2).

3. Actividades — Dispositivo y mediciones
Para realizar la practica de difraccidon se utilizard un applet de Phet:

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference en.html

Actividades

o Elegir el experimento de difraccidn y dentro del mismo, elegir la opcién de ranura. Elegir una
longitud de onda y una ranura donde el ancho (width) sea menor que la altura (height), dado
gue se estudiara el patrén de difraccion en la direccidn horizontal.

e Tomar una captura de pantalla y levantar la imagen con el programa Image J
(https://imagej.nih.gov/ij/download.html). Importante: recortar la imagen de forma
conveniente, pero mantener la escala.

e Con el Image J localizar los minimos de posicién de intensidad, y,™", en el patrén de difraccion.
Graficar y,™" en funcién del orden nA/a y determinar la distancia D (distancia rendija—pantalla).
Observacion: para poder medir los minimos se debe previamente calibrar los pixeles en nm
segun la escala que muestra el programa (ver: Tutorial Imagel).

e Con la misma imagen graficar el perfil de intensidades, /, en funcidn de la posicion de los
minimos y,™" (ver: Tutorial ImageJ).


https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html
https://imagej.nih.gov/ij/download.html
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e Exportar los datos del perfil de intensidades a algin programa (Origin/Qtiplo/Python), y centrar
el perfil para que el orden 0 coincida con el valor maximo de intensidades (la imagen puede
estar saturada).

e Por ultimo, estudiar otros patrones de difraccién usando las aberturas y obstaculos que ofrece el
applet. ¢Qué conclusiones obtiene en cada caso?



